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(57)【要約】
【目的】表示デバイスの不良を判別することが可能な表
示ドライバを提供することを目的とする。
【構成】テスト用の輝度階調を示すテストデータ片に基
づき電圧変換部が生成した第１～第ｎの画素駆動電圧を
、択一的にモニタラインに供給し、モニタラインの電圧
値が許容階調電圧範囲に含まれる場合には故障無し、含
まれない場合には故障有りを示すテスト結果信号を外部
出力する。ここで、テスト制御部は、第１～第ｎの画素
駆動電圧を表示デバイスに送出する出力スイッチをオン
状態に設定した状態でテストデータ片を電圧変換部に供
給する接続状態テストと、出力スイッチをオフ状態に設
定した状態でテストデータ片を電圧変換部に供給する非
接続状態テストと、を実行する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
  表示デバイスを駆動する表示ドライバであって、
　前記表示デバイスの各画素の輝度階調を指定する第１～第ｎ（ｎは２以上の整数）の画
素データ片を、前記輝度階調に対応した階調電圧を有する第１～第ｎの画素駆動電圧に変
換する電圧変換部と、
　前記第１～第ｎの画素駆動電圧を第１～第ｎの出力ラインを介して前記表示ドライバの
外部に出力する出力部と、
　テストモード信号に応じて、テスト用輝度階調を示すテストデータ片を生成し、前記テ
ストデータ片を前記画素データ片として前記電圧変換部に供給するテスト制御部と、を有
し、
　前記出力部は、
　モニタラインと、
　前記テストモード信号に応じて前記第１～第ｎの画素駆動電圧を択一的に前記モニタラ
インに供給するモニタスイッチと、
　前記モニタラインの電圧値が許容階調電圧範囲に含まれるか否かを判定し、前記許容階
調電圧範囲に含まれる場合には故障無し、前記許容階調電圧範囲に含まれない場合には故
障有りを示すテスト結果信号を前記表示ドライバの外部に出力する故障判定部と、
　前記第１～第ｎの画素駆動電圧を前記第１～第ｎの出力ラインに供給する第１～第ｎの
出力スイッチとを含み、
　前記テスト制御部は、前記テストモード信号に応じて、前記第１～第ｎの出力スイッチ
をオン状態に設定した状態で前記テストデータ片を前記電圧変換部に供給する接続状態テ
ストと、前記第１～第ｎの出力スイッチをオフ状態に設定した状態で前記テストデータ片
を前記電圧変換部に供給する非接続状態テストとを実行することを特徴とする表示ドライ
バ。
【請求項２】
　前記電圧変換部は、
　第１～第ｋ（ｋは２以上の整数）の輝度階調に夫々対応した第１～第ｋの階調電圧を生
成する階調電圧生成部と、
　前記第１～第ｎの画素データ片の各々毎に前記第１～第ｋの階調電圧のうちから当該画
素データ片に対応した階調電圧を選択し、選択したｎ個の前記階調電圧を前記第１～第ｎ
の画素駆動電圧とする階調電圧変換部と、を含み、
　前記テスト制御部は、前記接続状態テスト及び前記非接続状態テストの各々で、前記第
１～第ｋの輝度階調に夫々対応した第１～第ｋのテストデータ片の系列を前記画素データ
片として前記電圧変換部に供給することを特徴とする請求項１記載の表示ドライバ。
【請求項３】
　前記許容階調電圧範囲の下限階調電圧は、前記テストデータ片にて示される前記テスト
用輝度階調よりも１段階だけ低い輝度階調に対応した階調電圧であり、前記許容階調電圧
範囲の上限階調電圧は、前記テストデータ片にて示される前記テスト用輝度階調よりも１
段階だけ高い輝度階調に対応した階調電圧であることを特徴とする請求項２記載の表示ド
ライバ。
【請求項４】
　前記階調電圧生成部にて生成された前記第１～第ｋの階調電圧のうちから、前記テスト
データ片にて示される前記テスト用輝度階調よりも１段階だけ低い輝度階調に対応した階
調電圧を選択し、当該選択した前記階調電圧を前記下限階調電圧として得る下限階調選択
部と、
　前記階調電圧生成部にて生成された前記第１～第ｋの階調電圧のうちから、前記テスト
データ片にて示される前記テスト用輝度階調よりも１段階だけ高い輝度階調に対応した階
調電圧を選択し、当該選択した前記階調電圧を前記上限階調電圧として得る上限階調選択
部と、を有することを特徴とする請求項３記載の表示ドライバ。
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【請求項５】
　前記故障判定部は、
　前記モニタラインの電圧値が前記上限階調電圧よりも小であるか否かの大小比較を行い
、小である場合には故障無し、大である場合には故障有りを示す第１の比較結果信号を生
成する第１の比較器と、
　前記モニタラインの電圧値が前記下限階調電圧よりも大であるか否かの大小比較を行い
、大である場合には故障無し、小である場合には故障有りを示す第２の比較結果信号を生
成する第２の比較器と、
　前記第１の比較結果信号及び前記第２の比較結果信号が共に故障無しを示す場合には故
障無しを示す前記テスト結果信号を前記表示ドライバの外部に出力し、前記第１の比較結
果信号及び前記第２の比較結果信号のうちの少なくとも一方が故障有りを示す場合には故
障有りを示す前記テスト結果信号を前記表示ドライバの外部に出力するゲートと、を有す
ることを特徴とする請求項３又は４記載の表示ドライバ。
【請求項６】
　前記電圧変換部は、
　第１～第ｋ（ｋは２以上の整数）の輝度階調に夫々対応した正極性の第１～第ｋの正極
性階調電圧、及び前記第１～第ｋの輝度階調に夫々対応した負極性の第１～第ｋの負極性
階調電圧を生成する階調電圧生成部と、
　前記第１～第ｎの画素データ片の各々毎に、前記第１～第ｋの正極性階調電圧のうちか
ら当該画素データ片に対応した正極性階調電圧を選択し、選択したｎ個の前記正極性階調
電圧を第１～第ｎの正極性画素駆動電圧として得ると共に、前記第１～第ｎの画素データ
片の各々毎に前記第１～第ｋの負極性階調電圧のうちから当該画素データ片に対応した負
極性階調電圧を選択し、選択したｎ個の前記負極性階調電圧を第１～第ｎの負極性画素駆
動電圧として得る階調電圧変換部と、
　前記第１～第ｎの正極性画素駆動電圧、及び前記第１～第ｎの負極性画素駆動電圧のう
ちから、極性指定信号にて指定された極性を有する方を選択し、選択した方を前記第１～
第ｎの画素駆動電圧とする極性切替部と、を含み、
　前記テスト制御部は、前記接続状態テストにおける第１の期間に亘り正極性を指定する
前記極性指定信号を生成し、前記接続状態テストにおける第２の期間に亘り負極性を指定
する前記極性指定信号を生成すると共に、前記非接続状態テストにおける第１の期間に亘
り正極性を指定する前記極性指定信号を生成し、前記非接続状態テストにおける第２の期
間に亘り負極性を指定する前記極性指定信号を生成することを特徴とする請求項１記載の
表示ドライバ。
【請求項７】
　前記テスト制御部は、前記接続状態テストにおける前記第１の期間及び第２の期間、並
びに前記非接続状態テストにおける前記第１の期間及び第２の期間の各々で、前記第１～
第ｋの輝度階調に夫々対応した第１～第ｋのテストデータ片の系列を前記画素データ片と
して前記電圧変換部に供給することを特徴とする請求項６記載の表示ドライバ。
【請求項８】
　前記許容階調電圧範囲の下限階調電圧は、前記テストデータ片にて示される前記テスト
用輝度階調よりも１段階だけ低い輝度階調に対応した階調電圧であり、前記許容階調電圧
範囲の上限階調電圧は、前記テストデータ片にて示される前記テスト用輝度階調よりも１
段階だけ高い輝度階調に対応した階調電圧であることを特徴とする請求項６又は７記載の
表示ドライバ。
【請求項９】
　前記階調電圧生成部にて生成された前記第１～第ｋの正極階調電圧及び前記第１～第ｋ
の負極性階調電圧のうちから前記極性指定信号にて示される極性に対応した方を選択し、
選択した方を第１～第ｋの階調電圧として得る階調極性セレクタと、
　前記第１～第ｋの階調電圧のうちから、前記テストデータ片にて示される前記テスト用
輝度階調よりも１段階だけ低い輝度階調に対応した階調電圧を選択し、当該選択した前記
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階調電圧を前記下限階調電圧として得る下限階調選択部と、
　前記階調電圧生成部にて生成された前記第１～第ｋの階調電圧のうちから、前記テスト
データ片にて示される前記テスト用輝度階調よりも１段階だけ高い輝度階調に対応した階
調電圧を選択し、当該選択した前記階調電圧を前記上限階調電圧として得る上限階調選択
部と、を有することを特徴とする請求項８記載の表示ドライバ。
【請求項１０】
　前記故障判定部は、
　前記モニタラインの電圧値が前記上限階調電圧よりも小であるか否かの大小比較を行い
、小である場合には故障無し、大である場合には故障有りを示す第１の比較結果信号を生
成する第１の比較器と、
　前記モニタラインの電圧値が前記下限階調電圧よりも大であるか否かの大小比較を行い
、大である場合には故障無し、小である場合には故障有りを示す第２の比較結果信号を生
成する第２の比較器と、
　前記第１の比較結果信号及び前記第２の比較結果信号が共に故障無しを示す場合には故
障無しを示す前記テスト結果信号を前記表示ドライバの外部に出力し、前記第１の比較結
果信号及び前記第２の比較結果信号のうちの少なくとも一方が故障有りを示す場合には故
障有りを示す前記テスト結果信号を前記表示ドライバの外部に出力するゲートと、を有す
ることを特徴とする請求項８又は９記載の表示ドライバ。
【請求項１１】
　前記表示デバイスは第１～第ｎのデータラインを有し、
　前記第１～第ｎのデータラインは前記第１～第ｎの出力ラインに夫々電気的に接続され
ていることを特徴とする請求項１～１０記載の表示ドライバ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号に応じて表示デバイスを駆動する表示ドライバに関する。
【背景技術】
【０００２】
　表示装置としての例えば液晶表示装置には、液晶表示パネルと、映像信号に基づく各画
素の輝度レベルに対応した階調電圧を液晶表示パネルに供給する表示ドライバとが設けら
れている。このような表示ドライバに対する製品出荷前のテストの１つとして、１水平走
査ライン分の各画素に対応した階調電圧の各々が、階調毎にその階調に対応した電圧値と
なっているか否かをテストする階調レベルテストが行われる。
【０００３】
　ここで、当該階調レベルテストの容易化を図る為に、各画素に対応した階調電圧の各々
を選択的に導出し、この導出された階調電圧と、外部供給された理想電圧とが一致してい
るか否かを判定してその判定結果を外部出力するテスト回路を、表示ドライバ内に設ける
ようにした半導体装置が提案されている（特許文献１参照）。かかるテスト回路によれば
、この半導体装置から外部出力された判定結果に基づき、テスタ側で表示ドライバに生じ
ている故障（階調電圧の異常）を検出することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２２０２３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、液晶表示装置に対する製品出荷前のテストでは、表示ドライバのみならず、
表示デバイスに対しても、故障が生じているか否かのテストを行い、表示ドライバと表示
デバイスを接続する前に不良部品を除去できることが望ましい。
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【０００６】
　しかしながら、多チャネル化や配線ピッチの微細化に伴い、表示デバイス単体でのテス
トは困難になってきており、表示ドライバと接続後に合せてテストを行う為に、どちらの
部品に
不良があるのか判別できない問題が生じている。
【０００７】
　そこで、本発明は、表示デバイスの不良を判別することが可能な表示ドライバを提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る表示デバイスのドライバは、表示デバイスを駆動する表示ドライバであっ
て、前記表示デバイスの各画素の輝度階調を指定する第１～第ｎ（ｎは２以上の整数）の
画素データ片を、前記輝度階調に対応した階調電圧を有する第１～第ｎの画素駆動電圧に
変換する電圧変換部と、前記第１～第ｎの画素駆動電圧を第１～第ｎの出力ラインを介し
て前記表示ドライバの外部に出力する出力部と、テストモード信号に応じて、テスト用輝
度階調を示すテストデータ片を生成し、前記テストデータ片を前記画素データ片として前
記電圧変換部に供給するテスト制御部と、を有し、前記出力部は、モニタラインと、前記
テストモード信号に応じて前記第１～第ｎの画素駆動電圧を択一的に前記モニタラインに
供給するモニタスイッチと、前記モニタラインの電圧値が許容階調電圧範囲に含まれるか
否かを判定し、前記許容階調電圧範囲に含まれる場合には故障無し、前記許容階調電圧範
囲に含まれない場合には故障有りを示すテスト結果信号を前記表示ドライバの外部に出力
する故障判定部と、前記第１～第ｎの画素駆動電圧を前記第１～第ｎの出力ラインに供給
する第１～第ｎの出力スイッチとを含み、前記テスト制御部は、前記テストモード信号に
応じて、前記第１～第ｎの出力スイッチをオン状態に設定した状態で前記テストデータ片
を前記電圧変換部に供給する接続状態テストと、前記第１～第ｎの出力スイッチをオフ状
態に設定した状態で前記テストデータ片を前記電圧変換部に供給する非接続状態テストと
を実行することを特徴とする表示ドライバ。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明では、テスト用の輝度階調を示すテストデータ片に基づき電圧変換部が生成した
第１～第ｎの画素駆動電圧を択一的にモニタラインに供給し、モニタラインの電圧値が許
容階調電圧範囲に含まれる場合には故障無し、含まれない場合には故障有りを示すテスト
結果信号を外部出力する。ここで、テスト制御部は、第１～第ｎの画素駆動電圧を表示デ
バイスに送出する出力スイッチをオン状態に設定した状態でテストデータ片を電圧変換部
に供給する接続状態テストと、出力スイッチをオフ状態に設定した状態でテストデータ片
を電圧変換部に供給する非接続状態テストと、を実行する。
【００１０】
　よって、接続状態テスト及び非接続状態テスト各々で得られたテスト結果信号が共に故
障無しを示す場合には、テスタ側では、ドライバ及び表示デバイスが共に故障無しである
との診断を行うことができる。また、接続状態テストで得られたテスト結果信号が故障有
りを示し、非接続状態テストで得られたテスト結果信号が故障無しを示す場合には、テス
タは、ドライバ側には故障無し、表示デバイス側には故障有りとの診断を行うことが可能
となる。
【００１１】
　従って、本発明によれば、表示デバイスをドライバから切り離すことなく、ドライバ側
で生じている故障、及び表示デバイス側で生じている故障を個別に診断することができる
ようになるので、不良箇所を容易に特定することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る表示ドライバを含む表示装置１００の概略構成を示す図である。
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【００１３】
【図２】データドライバ１３の内部構成を示すブロック図である。
【００１４】
【図３】階調電圧生成部１３４に含まれるラダー抵抗を示す回路図である。
【００１５】
【図４】出力部１３６の内部構成を示す回路図である。
【００１６】
【図５】自己故障診断テストのシーケンスを示すタイムチャートである。
【００１７】
【図６】階調診断テストＧＳのシーケンスを示すタイムチャートである。
【００１８】
【図７】テスト工程ＴＣ１及びＴＣ２において、故障が検出された場合に得られる比較結
果信号ＣＰＳＣ及びテスト結果信号ＴＲＳの一例を示すタイムチャートである。
【００１９】
【図８】テスト結果信号ＴＲＳの内容と、テスタによる診断結果との対応関係を示す図で
ある。
【００２０】
【図９】出力部１３６の内部構成の他の一例を示す回路図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
【００２２】
　図１は、本発明に係る表示ドライバを含む表示装置１００の概略構成を示す図である。
図１において、表示デバイス２０は、例えば液晶又は有機ＥＬパネル等からなる。表示デ
バイス２０には、２次元画面の水平方向に伸張するｍ個（ｍは２以上の自然数）の水平走
査ラインＳ1～Ｓmと、２次元画面の垂直方向に伸張するｎ個（ｎは２以上の自然数）のデ
ータラインＤ1～Ｄnとが形成されている。水平走査ライン及びデータラインの各交叉部に
は、画素を担う表示セルが形成されている。尚、表示デバイス２０の水平走査ラインＳ1

～Ｓmは走査ドライバ１２と接続されており、データラインＤ1～Ｄnはデータドライバ１
３と接続されている。
【００２３】
　駆動制御部１１は、映像信号ＶＤ中から水平同期信号を検出して走査ドライバ１２に供
給する。また、駆動制御部１１は、映像信号ＶＤに基づき各画素の輝度レベルを例えば８
ビットの輝度階調で指定する画素データＰＤの系列を生成してデータドライバ１３に供給
する。
【００２４】
　走査ドライバ１２は、駆動制御部１１から供給された水平同期信号に同期したタイミン
グで、水平走査パルスＳＰを表示デバイス２０の水平走査ラインＳ1～Ｓmの各々に順次印
加する。
【００２５】
　データドライバ１３は、半導体ＩＣ（integrated circuit）チップに形成されている。
データドライバ１３は、この半導体ＩＣチップの外部から供給されたテストモード信号Ｔ
Ｍが通常モードを示す場合には、駆動制御部１１から供給された画素データＰＤを１水平
走査ライン分、つまりｎ個毎に各画素データＰＤに夫々対応した電圧値を有する画素駆動
電圧Ｇ1～Ｇnに変換する。そして、データドライバ１３は、当該画素駆動電圧Ｇ1～Ｇnを
表示デバイス２０のデータラインＤ1～Ｄnに印加する。
【００２６】
　一方、テストモード信号ＴＭがテストモードを示す場合には、データドライバ１３は、
自己故障診断テスト（後述する）を実行し、そのテスト結果（"故障無"、"故障有"）を示
すテスト結果信号ＴＲＳを外部出力する。
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【００２７】
　図２は、データドライバ１３の内部構成を示すブロック図である。図２において、デー
タ取込部１３１は、駆動制御部１１から画素データＰＤの各々を順次取り込み、１水平走
査ライン分のｎ個の画素データＰＤ毎に、これらｎ個の画素データＰＤを画素データＲ1

～Ｒnとしてテストデータ入力部１３２に供給する。
【００２８】
　テストデータ入力部１３２は、テストモード信号ＴＭが通常モードを示す場合には、画
素データＲ1～Ｒnをそのまま画素データＱ1～Ｑnとして階調電圧変換部１３３に供給する
。一方、テストモード信号ＴＭがテストモードを示す場合には、テストデータ入力部１３
２は、テスト制御部１３０から供給された例えば８ビットのテストデータＴＤにて示され
る値を夫々が示す画素データＱ1～Ｑnを階調電圧変換部１３３に供給する。
【００２９】
　階調電圧生成部１３４は、例えば図３に示すにように、直列接続された抵抗ＲＰ０～Ｒ
Ｐ２５６を有する第１のラダー抵抗、及び直列接続された抵抗ＲＮ０～ＲＮ２５６を有す
る第２のラダー抵抗を含む。第１のラダー抵抗は、正極性の基準電圧ＤＶに基づき、８ビ
ットの画素データで表現可能な２５６階調分の正極性の階調電圧Ｙ1～Ｙ256を生成する。
第２のラダー抵抗は、負極性の基準電圧－ＤＶに基づき、８ビットの画素データで表現可
能な２５６階調分の負極性の階調電圧Ｘ1～Ｘ256を生成する。
【００３０】
　階調電圧生成部１３４は、正極性の階調電圧Ｙ1～Ｙ256及び負極性の階調電圧Ｘ1～Ｘ2

56を階調電圧変換部１３３に供給する。
【００３１】
　階調電圧変換部１３３は、テストデータ入力部１３２から供給された画素データＱ1～
Ｑnの各々を、その画素データＱによって示される輝度レベルに対応した正極性の階調電
圧を有する画素駆動電圧Ｐ1～Ｐnに変換する。更に、階調電圧変換部１３３は、これら画
素データＱ1～Ｑnの各々を、その画素データＱによって示される輝度レベルに対応した負
極性の階調電圧を有する画素駆動電圧Ｎ1～Ｎnに変換する。
【００３２】
　すなわち、階調電圧変換部１３３は、画素データＱ1～Ｑnの各々毎に、階調電圧生成部
１３４から供給された正極性の階調電圧Ｙ1～Ｙ256のうちからその画素データＱにて示さ
れる輝度レベルの階調に対応した正極性の階調電圧Ｙを選択する。そして、階調電圧変換
部１３３は、画素データＱ1～Ｑnの各々に対して上記のように選択した階調電圧Ｙの各々
を、正極性の画素駆動電圧Ｐ1～Ｐnとする。更に、階調電圧変換部１３３は、画素データ
Ｑ1～Ｑnの各々毎に、階調電圧生成部１３４から供給された負極性の階調電圧Ｘ1～Ｘ256

のうちからその画素データＱにて示される輝度レベルの階調に対応した負極性の階調電圧
Ｘを選択する。そして、階調電圧変換部１３３は、画素データＱ1～Ｑnの各々に対して上
記のように選択した階調電圧Ｘの各々を、負極性の画素駆動電圧Ｎ1～Ｎnとする。
【００３３】
　階調電圧変換部１３３は、上記した正極性の画素駆動電圧Ｐ1～Ｐn及び負極性の画素駆
動電圧Ｎ1～Ｎnを極性切替部１３５に供給する。
【００３４】
　極性切替部１３５は、正極性の画素駆動電圧Ｐ1～Ｐnと、負極性の画素駆動電圧Ｎ1～
Ｎnとを所定の周期にて交互に選択し、選択した方を画素駆動電圧Ａ1～Ａnとして出力部
１３６に供給する。
【００３５】
　ただし、極性切替部１３５は、テスト制御部１３０から極性指定信号ＰＳが供給された
場合には、正極性の画素駆動電圧Ｐ1～Ｐnと、負極性の画素駆動電圧Ｎ1～Ｎnとのうちか
ら、当該極性指定信号ＰＳにて指定された極性に対応した方を選択し、画素駆動電圧Ａ1

～Ａnとして出力部１３６に供給する。例えば正極性を示す論理レベル０の極性指定信号
ＰＳに応じて、極性切替部１３５は、正極性の画素駆動電圧Ｐ1～Ｐnを選択し、これらを
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画素駆動電圧Ａ1～Ａnとして出力部１３６に供給する。一方、負極性を示す論理レベル１
の極性指定信号ＰＳに応じて、極性切替部１３５は、負極性の画素駆動電圧Ｎ1～Ｎnを選
択し、これらを画素駆動電圧Ａ1～Ａnとして出力部１３６に供給する。
【００３６】
　図４は、出力部１３６の内部構成を示す回路図である。図４において、アンプＡＰ1～
ＡＰnは、画素駆動電圧Ａ1～Ａnを夫々個別に増幅して得られた画素駆動電圧Ｍ1～Ｍnを
、夫々ラインＬ１～Ｌｎを介して出力スイッチＳＧ1～ＳＧnに供給する。尚、アンプＡＰ

1～ＡＰnは、テスト制御部１３０から供給されたアンプ制御信号ＡＥに基づき個別にその
増幅動作を有効化するか、又は無効化するのかの設定が為される。この際、アンプＡＰ1

～ＡＰnのうちで無効化状態に設定されたアンプＡＰは、その出力端子をハイインピーダ
ンス状態に設定する。
【００３７】
　出力スイッチＳＧ1～ＳＧnは、テスト制御部１３０から出力有効を示す出力イネーブル
信号ＯＥが供給されている間はオン状態となり、アンプＡＰ1～ＡＰnの各々から供給され
た画素駆動電圧Ｍ1～Ｍnを画素駆動電圧Ｇ1～Ｇnとして出力ラインＯＬ1～ＯＬnを介して
表示デバイス２０のデータラインＤ1～Ｄnに夫々印加する。尚、出力ラインＯＬ1～ＯＬn

は夫々、表示デバイス２０のデータラインＤ1～Ｄnと接続されている。
【００３８】
　出力スイッチＳＧ1～ＳＧnは、出力イネーブル信号ＯＥが出力無効を示す場合には全て
オフ状態となり、データドライバ１３と表示デバイス２０との間の電気的接続を遮断する
。
【００３９】
　また、図４において、ラインＬ１～Ｌｎの各々には、上記した出力スイッチＳＧ1～Ｓ
Ｇnと共にモニタスイッチとしてのスキャンスイッチＳＣ1～ＳＣnが接続されている。尚
、図４に示すように、スキャンスイッチＳＣ1～ＳＣn各々の一端がラインＬ１～Ｌｎに夫
々接続されており、スキャンスイッチＳＣ1～ＳＣn各々の他端にはモニタラインＭＬが共
通に接続されている。
【００４０】
　スキャンスイッチＳＣ1～ＳＣnは、テストモード信号ＴＭに応じてテスト制御部１３０
が送出したスキャン信号ＳＣＮに基づき、順次択一的にオン状態に設定される。この際、
スキャンスイッチＳＣ1～ＳＣnのうちでオン状態に設定されたスキャンスイッチＳＣは、
その一端に接続されているラインＬの電圧、つまり、当該ラインＬに接続されているアン
プＡＰから送出された画素駆動電圧Ｍの電圧値をモニタ階調電圧ＭＶとして、モニタライ
ンＭＬを介して比較部ＣＭＰに供給する。例えば、スキャン信号ＳＣＮに応じてスキャン
スイッチＳＣ1がオン状態に設定された場合には、スキャンスイッチＳＣ1は、アンプＡＰ

1から送出された画素駆動電圧Ｍ1の電圧値をモニタ階調電圧ＭＶとしてモニタラインＭＬ
を介して比較部ＣＭＰに供給する。
【００４１】
　要するに、モニタスイッチ（ＳＣ1～ＳＣn）は、アンプＡＰ1～ＡＰnの各々から送出さ
れた画素駆動電圧Ｍ1～Ｍnの各々を、テストモード信号ＴＭに応じて択一的にモニタライ
ンＭＬに供給するのである。
【００４２】
　階調極性セレクタＫＳは、階調電圧生成部１３４から供給された正極性の階調電圧Ｙ1

～Ｙ256と、負極性の階調電圧Ｘ1～Ｘ256とのうちから、極性指定信号ＰＳにて指定され
た極性に対応した方を選択し、これらを階調電圧Ｕ1～Ｕnとして上限階調選択部ＳＥＵ及
び下限階調選択部ＳＥＬに供給する。
【００４３】
　上限階調選択部ＳＥＵは、テスト制御部１３０から供給されたテストデータＴＤによっ
て示される値に１を加算することにより、当該ＴＤによって示される輝度階調よりも１段
階だけ高い輝度階調を上限階調値として求める。そして、上限階調セレクタＳＥＵは、階
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調電圧Ｕ1～Ｕnのうちから、その上限階調値に対応した階調電圧を選択し、これを上限階
調電圧ＵＶとして比較部ＣＭＰに供給する。
【００４４】
　下限階調選択部ＳＥＬは、テストデータＴＤによって示される値から１を減算すること
により、当該ＴＤによって示される輝度階調よりも１段階だけ低い輝度階調を下限階調値
として求める。そして、下限階調セレクタＳＥＬは、階調電圧Ｕ1～Ｕnのうちから、その
下限階調値に対応した階調電圧を選択し、これを下限階調電圧ＬＶとして比較部ＣＭＰに
供給する。
【００４５】
　比較部ＣＭＰは、上限階調電圧ＵＶ及び下限階調電圧ＬＶの各々と、モニタ階調電圧Ｍ
Ｖとを順次大小比較し、その比較結果を示す比較結果信号ＣＰＳを排他的論理和ゲートＥ
Ｘに供給する。
【００４６】
　例えば、比較部ＣＭＰは、テスト制御部１３０から供給された期待値データＥＤが論理
レベル０である場合には、モニタ階調電圧ＭＶと上限階調電圧ＵＶとを大小比較し、ＭＶ
の方がＵＶよりも大きい場合には論理レベル１、小さい場合には論理レベル０の比較結果
信号ＣＰＳを排他的論理和ゲートＥＸに供給する（上限比較）。また、比較部ＣＭＰは、
期待値データＥＤが論理レベル１である場合には、モニタ階調電圧ＭＶと下限階調電圧Ｌ
Ｖとを大小比較し、ＭＶの方がＬＶよりも大きい場合には論理レベル１、小さい場合には
論理レベル０の比較結果信号ＣＰＳを排他的論理和ゲートＥＸに供給する（下限比較）。
【００４７】
　排他的論理和ゲートＥＸは、比較結果信号ＣＰＳの論理レベルと期待値データＥＤの論
理レベルとが同一である場合には、"故障無"を表す論理レベル０のテスト結果信号ＴＲＳ
を出力する。一方、比較結果信号ＣＰＳの論理レベルと期待値データＥＤの論理レベルと
が互いに異なる場合には、排他的論理和ゲートＥＸは、"故障有"を表す論理レベル１のテ
スト結果信号ＴＲＳを出力する。
【００４８】
　テスト制御部１３０は、外部接続されたテスタ（図示せぬ）から、テストモードを示す
例えば論理レベル１のテストモード信号ＴＭが供給されると、図５に示すタイムチャート
に従ったシーケンスにて自己故障診断テストを実行する。尚、当該自己故障診断テストで
は、階調電圧変換部１３３、極性切替部１３５及び出力部１３６内における、画素駆動電
圧Ｍ1～Ｍn各々の生成に関わるｎ系統の回路網（以下、チャネルと称する）に対して、チ
ャネル毎に、各輝度階調（例えば第１～第２５６階調）に対応した適切な階調電圧が得ら
れているか否かをテストする。
【００４９】
　すなわち、テスト制御部１３０は、図５に示すように、夫々が映像信号における２フレ
ーム期間からなる第１～第ｎのテスト周期の各々で、各チャネルに対して階調毎の階調電
圧の故障を検出する階調診断テストＧＳを行う。この際、テスト制御部１３０は、図５に
示すように、テストモード信号ＴＭに応じて、第１～第ｎのテスト周期毎に出力部１３６
のスキャンスイッチＳＣ1～ＳＣnを順次択一的にオン状態に設定するスキャン信号ＳＣＮ
を出力部１３６に供給する。
【００５０】
　図６は、階調診断テストＧＳのシーケンスを示すタイムチャートである。図６に示すよ
うに、当該階調診断テストＧＳにおいてテスト制御部１３０は、図６に示すテスト工程Ｔ
Ｃ１～ＴＣ８各々を順に実行する。
【００５１】
　テスト制御部１３０は、階調診断テストＧＳにおけるテスト工程ＴＣ１～ＴＣ４の各々
では、正極を指定する論理レベル０の極性指定信号ＰＳを極性切替部１３５及び出力部１
３６に供給し、テスト工程ＴＣ５～ＴＣ８の各々では負極を指定する極性指定信号ＰＳを
極性切替部１３５及び出力部１３６に供給する。また、テスト制御部１３０は、テスト工
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程ＴＣ１、ＴＣ３、ＴＣ５及びＴＣ７の各々では、論理レベル０の期待値データＥＤを出
力部１３６に供給し、テスト工程ＴＣ２、ＴＣ４、ＴＣ６及びＴＣ８の各々では、論理レ
ベル１の期待値データＥＤを出力部１３６に供給する。また、テスト制御部１３０は、テ
スト工程ＴＣ１、ＴＣ２、ＴＣ５及びＴＣ６の各々では、出力有効を示す論理レベル１の
出力イネーブル信号ＯＥを出力部１３６に供給し、テスト工程ＴＣ３、ＴＣ４、ＴＣ７及
びＴＣ８の各々では、出力無効を示す論理レベル０の出力イネーブル信号ＯＥを出力部１
３６に供給する。
【００５２】
　更に、テスト制御部１３０は、テストモード信号ＴＭに応じて、テスト工程ＴＣ１～Ｔ
Ｃ８の各々において、図７に示すように、テスト用の２５６階調分の各輝度階調を８ビッ
トで表すテストデータＴＤとして、［００］ｈ～［ＦＦ］ｈの各々を生成する。テスト制
御部１３０は、このようにテスト用の輝度階調を示すテストデータＴＤとして、［００］
ｈ～［ＦＦ］ｈの各々を１水平走査期間Ｈ毎に順次、テストデータ入力部１３２及び出力
部１３６に供給する。
【００５３】
　これにより、テスト工程ＴＣ１～ＴＣ８の各々では、２５６階調分の各輝度階調を表す
テストデータ［００］ｈ～［ＦＦ］ｈの各々に対応した正極性の画素駆動電圧Ｐ及び負極
性の画素駆動電圧Ｎが、階調電圧変換部１３３から出力される。この際、テスト工程ＴＣ
１～ＴＣ４の各々では、正極を指定する極性指定信号ＰＳに応じて、テストデータ［００
］ｈ～［ＦＦ］ｈの各々に対応した正極性の画素駆動電圧Ｐを夫々有する正極性の画素駆
動電圧Ｍの系列が順次、アンプＡＰから出力される。一方、テスト工程ＴＣ５～ＴＣ８の
各々では、負極を指定する極性指定信号ＰＳに応じて、テストデータ［００］ｈ～［ＦＦ
］ｈの各々に対応した負極性の画素駆動電圧Ｎを夫々が有する負極性の画素駆動電圧Ｍの
系列が順次、アンプＡＰから出力される。
【００５４】
　ここで、例えば図５に示すようにスキャンスイッチＳＣ1がオン状態に設定される第１
のテスト周期では、テスト工程ＴＣ１～ＴＣ４の各々において、アンプＡＰ1から送出さ
れた各輝度階調に対応した正極性の画素駆動電圧Ｍ1の系列が、モニタラインＭＬを介し
てモニタ階調電圧ＭＶの系列として比較部ＣＭＰに供給される。また、この第１のテスト
周期でのテスト工程ＴＣ５～ＴＣ８の各々では、アンプＡＰ1から送出された各輝度階調
に対応した負極性の画素駆動電圧Ｍ1の系列が、モニタラインＭＬを介してモニタ階調電
圧ＭＶの系列として比較部ＣＭＰに供給される。
【００５５】
　比較部ＣＭＰは、図６に示すように、期待値データＥＤが論理レベル０となるテスト工
程ＴＣ１、ＴＣ３、ＴＣ５及びＴＣ７の各々では、上述した上限比較を行う。つまり、比
較部ＣＭＰは、各輝度階調に対応したモニタ階調電圧ＭＶの各々と、階調毎にその階調で
許容される階調電圧の上限値を表す上限階調電圧ＵＶの各々とを大小比較する。この際、
比較部ＣＭＰは、上限階調電圧ＵＶがモニタ階調電圧ＭＶよりも大きい場合には論理レベ
ル０、ＵＶがＭＶ以下である場合には論理レベル１の比較結果信号ＣＰＳを排他的論理和
ゲートＥＸに供給する。また、比較部ＣＭＰは、図６に示すように、期待値データＥＤが
論理レベル１となるテスト工程ＴＣ２、ＴＣ４、ＴＣ６及びＴＣ８の各々では、上述した
下限比較を行う。つまり、比較部ＣＭＰは、各輝度階調に対応したモニタ階調電圧ＭＶの
各々と、階調毎にその階調で許容される階調電圧の下限値を表す下限階調電圧ＬＶの各々
とを大小比較する。この際、比較部ＣＭＰは、下限階調電圧ＬＶがモニタ階調電圧ＭＶよ
りも大きい場合には論理レベル０、ＬＶがＭＶ以下である場合には論理レベル１の比較結
果信号ＣＰＳを排他的論理和ゲートＥＸに供給する。
【００５６】
　すなわち、モニタ階調電圧ＭＶの電圧値が許容階調電圧範囲内にある場合、つまり下限
階調電圧ＬＶ～上限階調電圧ＵＶの範囲内にある場合には、比較部ＣＭＰは、テスト工程
ＴＣ１、ＴＣ３、ＴＣ５又はＴＣ７では論理レベル０、テスト工程ＴＣ２、ＴＣ４、ＴＣ
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６又はＴＣ８では論理レベル１の比較結果信号ＣＰＳを出力することになる。ところが、
モニタ階調電圧ＭＶの電圧値が正常値ではない場合、例えばモニタ階調電圧ＭＶの電圧値
が上限階調電圧ＵＶより大きい場合には、比較部ＣＭＰは、テスト工程ＴＣ１、ＴＣ３、
ＴＣ５又はＴＣ７において論理レベル１の比較結果信号ＣＰＳを出力する。また、モニタ
階調電圧ＭＶの電圧値が下限階調電圧ＬＶより小さい場合には、比較部ＣＭＰは、テスト
工程ＴＣ２、ＴＣ４、ＴＣ６又はＴＣ８において論理レベル０の比較結果信号ＣＰＳを出
力することになる。
【００５７】
　そこで、テスト制御部１３０は、上限比較を行うテスト工程ＴＣ１、ＴＣ３、ＴＣ５及
びＴＣ７の各々では、期待値として論理レベル０を有する期待値データＥＤを排他的論理
和ゲートＥＸに供給する。また、テスト制御部１３０は、下限比較を行うテスト工程ＴＣ
２、ＴＣ４、ＴＣ６及びＴＣ８の各々では、論理レベル１を有する期待値データＥＤを排
他的論理和ゲートＥＸに供給する。
【００５８】
　よって、例えば図７に示すように、テスト工程ＴＣ１で論理レベル１の比較結果信号Ｃ
ＰＳが得られたとき、又はテスト工程ＴＣ２で論理レベル０の比較結果信号ＣＰＳが得ら
れたときに、"故障有"を示す論理レベル１のテスト結果信号ＴＲＳが外部出力される。一
方、モニタ階調電圧ＭＶの電圧値が許容階調電圧範囲（ＬＶ～ＵＶ）内にある場合には、
テスト工程ＴＣ１～ＴＣ８の各々では、"故障無"を示す論理レベル０のテスト結果信号Ｔ
ＲＳが外部出力される。
【００５９】
　すなわち、比較部ＣＭＰ及び排他的論理和ゲートＥＸを含む故障判定部は、モニタライ
ンＭＬの電圧値が許容階調電圧範囲（ＬＶ～ＵＶ）に含まれるか否かを判定し、含まれる
場合には故障無し、含まれない場合には故障有りを示すテスト結果信号ＴＲＳを外部出力
するのである。
【００６０】
　ここで、データドライバ１３に外部接続されたテスタは、テスト結果信号ＴＲＳの取り
込みを行い、図５に示す第１～第ｎのテスト周期のうちで、"故障有"を示す論理レベル１
のテスト結果信号ＴＲＳが取得されたテスト周期を検出する。つまり、テスタは、"故障
有"を示す論理レベル１のテスト結果信号ＴＲＳが取得されたテスト周期が、テスト開始
から何番目に位置するのかにより、故障が生じているチャネルを特定する。
【００６１】
　例えば、第１のテスト周期では、図４に示すスキャンスイッチＳＣ1～ＳＣnのうちのＳ
Ｃ1のみがオン状態となるので、画素駆動電圧Ｍ1の生成を担う第１のチャネルが故障診断
のテスト対象となる。よって、第１のテスト周期内において１度でも"故障有"を示す論理
レベル１のテスト結果信号ＴＲＳが取得された場合には、テスタは、第１のチャネルに故
障有りと診断する。一方、第１のテスト周期に亘りテスト結果信号ＴＲＳが"故障無"を示
す論理レベル０の状態を維持していた場合には、テスタは、第１のチャネルには故障無し
と診断する。
【００６２】
　また、例えば第ｎのテスト周期では、スキャンスイッチＳＣ1～ＳＣnのうちのＳＣnの
みがオン状態となり、画素駆動電圧Ｍnの生成を担う第ｎのチャネルが故障診断のテスト
対象となる。よって、この第ｎのテスト周期内において１度でも故障有りを示す論理レベ
ル１のテスト結果信号ＴＲＳが取得された場合には、テスタは、第ｎのチャネルに故障有
りと診断する一方、第ｎのテスト周期に亘りテスト結果信号ＴＲＳが"故障無"を示す論理
レベル０の状態を維持していた場合には第ｎのチャネルには故障が無いと診断する。
【００６３】
　尚、テスト制御部１３０は、図６に示すように、テスト工程ＴＣ１～ＴＣ４の各々では
、正極を示す極性指定信号ＰＳを極性切替部１３５及び出力部１３６の階調極性セレクタ
ＫＳに供給する。これにより、テスト工程ＴＣ１～ＴＣ４の各々で、テスト制御部１３０
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は、正極性の各階調電圧をテスト対象とした自己故障診断テストを行う（正極テスト）。
一方、テスト工程ＴＣ５～ＴＣ８の各々では、テスト制御部１３０は、負極を示す極性指
定信号ＰＳを極性切替部１３５及び出力部１３６の階調極性セレクタＫＳに供給すること
により、負極性の各階調電圧をテスト対象とした自己故障診断テストを行う（負極テスト
）。
【００６４】
　また、テスト制御部１３０は、テスト工程ＴＣ１、ＴＣ２、ＴＣ５及びＴＣ６の各々で
は、図６に示すように、出力有効を示す論理レベル１の出力イネーブル信号ＯＥを出力ス
イッチＳＧ1～ＳＧnに供給する。これにより、テスト工程ＴＣ１、ＴＣ２、ＴＣ５及びＴ
Ｃ６の各々では、表示デバイス２０がデータドライバ１３と電気的に接続された状態とな
り、この状態で、テスト制御部１３０が上記した自己故障診断テストを行う（以下、接続
状態テストと称する）。
【００６５】
　一方、テスト工程ＴＣ３、ＴＣ４、ＴＣ７及びＴＣ８の各々では、テスト制御部１３０
は、図６に示すように出力無効を示す論理レベル０の出力イネーブル信号ＯＥを出力スイ
ッチＳＧ1～ＳＧnに供給する。これにより、テスト工程ＴＣ３、ＴＣ４、ＴＣ７及びＴＣ
８の各々では、表示デバイス２０とデータドライバ１３との電気的接続が遮断された状態
となり、かかる状態で、テスト制御部１３０が上記した自己故障診断テストを行う（以下
、非接続状態テストと称する）。
【００６６】
　この際、テスタは、上記した接続状態テストでのテスト結果（ＴＲＳ）の内容と、非接
続状態テストでのテスト結果の内容とに基づき、図８に示す診断結果を得る。
【００６７】
　すなわち、図８に示すように、接続状態テスト及び非接続状態テストの各々で得られた
テスト結果信号ＴＲＳが共に"故障無"を示す場合、テスタは、データドライバ１３及び表
示デバイス２０は共に故障無しであるとの診断を行う。
【００６８】
　また、図８に示すように、接続状態テストで得られたテスト結果信号ＴＲＳが"故障有"
を示し、非接続状態テストで得られたテスト結果信号ＴＲＳが"故障無"を示す場合、テス
タは、データドライバ１３には故障無し、表示デバイス２０には故障有りとの診断を行う
。
  また、図８に示すように、接続状態テスト及び非接続状態テストの各々で得られたテス
ト結果信号ＴＲＳが共に"故障有"を示す場合、テスタは、データドライバ１３及び表示デ
バイス２０のうちの少なくともデータドライバ１３側には故障が有ると診断する。
【００６９】
　以上のように、データドライバ１３は、外部供給されたテストモード信号ＴＭに応じて
、各輝度階調に対応した適切な階調電圧が生成されるか否かをチャネル毎にテスト（自己
故障診断テスト）し、そのテスト結果を示すテスト結果信号ＴＲＳを外部出力する。
【００７０】
　更に、かかる自己故障診断テストでは、図４に示す出力スイッチＳＧ1～ＳＧnのオン・
オフ状態を切り替えることにより、表示デバイス２０をデータドライバ１３に電気的に接
続した状態での接続状態テストと、表示デバイス２０とデータドライバ１３との電気的接
続を遮断した状態での非接続状態テストと、を実行する。
【００７１】
　すなわち、テスト制御部１３０は、テストモード信号ＴＭに応じて、出力スイッチＳＧ

1～ＳＧnをオン状態に設定した状態でテスト用の各輝度階調を示すテストデータＴＤを階
調電圧変換部１３３に供給する接続状態テストと、出力スイッチＳＧ1～ＳＧnをオフ状態
に設定した状態でテストデータＴＤを階調電圧変換部１３３に供給する非接続状態テスト
とを実行する。
【００７２】
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　これにより、テスタは、表示デバイス２０をデータドライバ１３から切り離すことなく
、接続状態テスト及び非接続状態テスト各々でのテスト結果（ＴＲＳ）に基づき、図８に
示すように、データドライバ１３で生じている故障、及び表示デバイス２０で生じている
故障を個別に診断することが可能となる。
【００７３】
　尚、比較部ＣＭＰでは、モニタ階調電圧ＭＶ及び上限階調電圧ＵＶ同士の大小比較を行
う上限比較と、モニタ階調電圧ＭＶ及び下限階調電圧ＬＶ同士の大小比較を行う下限比較
と、を図６に示すように時分割で実行しているが、独立した２つの比較器を用いることに
より、上限比較及び下限比較を同時に実行するようにしても良い。
【００７４】
　図９は、かかる点に鑑みて為された出力部１３６の他の構成を示す回路図である。尚、
図９に示す構成では、図４に示される比較部ＣＭＰに代えて比較器ＣＰ１及びＣＰ２を採
用し、排他的論理和ゲートＥＸに代えてオアゲートＯＲを採用した点を除く他の構成は、
図４に示すものと同一である。
【００７５】
　図９において、比較器ＣＰ１は、モニタ階調電圧ＭＶが、上限階調選択部ＳＥＵから供
給された上限階調電圧ＵＶよりも小であるか否かを判定する為の大小比較行う。ここで、
モニタ階調電圧ＭＶが上限階調電圧ＵＶよりも小である場合には、比較器ＣＰ１は、故障
無しを示す論理レベル０の比較結果信号ＣＵをオアゲートＯＲに供給する。一方、モニタ
階調電圧ＭＶが上限階調電圧ＵＶ以上である場合には、比較器ＣＰ１は、故障有りを示す
論理レベル１の比較結果信号ＣＵをオアゲートＯＲに供給する。
【００７６】
　比較器ＣＰ２は、モニタ階調電圧ＭＶが、下限階調選択部ＳＥＬから供給された下限階
調電圧ＬＶよりも大であるか否かを判定する為の大小比較を行う。ここで、モニタ階調電
圧ＭＶが下限階調電圧ＬＶよりも大である場合には、比較器ＣＰ２は、故障無しを示す論
理レベル０の比較結果信号ＣＬをオアゲートＯＲに供給する。一方、モニタ階調電圧ＭＶ
が下限階調電圧ＬＶ未満である場合には、比較器ＣＰ２は、故障有りを示す論理レベル１
の比較結果信号ＣＬをオアゲートＯＲに供給する。
【００７７】
　オアゲートＯＲは、比較結果信号ＣＵ及びＣＬが共に故障無しを示す場合には"故障無"
を表す論理レベル０のテスト結果信号ＴＲＳを外部出力する。オアゲートＯＲは、比較結
果信号ＣＵ及びＣＬのうちのいずれか一方が故障有りを示す場合には"故障有"を表す論理
レベル１のテスト結果信号ＴＲＳを外部出力する。
【００７８】
　よって、図９に示す構成を採用した場合には期待値データＥＤが不要となる。更に、図
６に示す階調診断テストＧＳにおいて時分割にて順次実行していた上限比較及び下限比較
を同時に実行することができるので、階調診断テストＧＳのテスト周期を１／２にするこ
とが可能となる。
【００７９】
　また、上記実施例では、画素データによって表される輝度階調を２５６階調としてその
動作を説明したが、輝度階調数は２５６階調に限定されない。要するに、階調電圧生成部
１３４では、第１～第ｋ（ｋは２以上の整数）の輝度階調に対応した正極性の階調電圧Ｙ

1～Ｙk及び負極性の階調電圧Ｘ1～Ｘkを生成し、テスト制御部１３０では、テストデータ
ＴＤとして第１～第ｋのテスト用輝度階調を夫々示すテストデータの系列を生成すれば良
いのである。
【００８０】
　要するに、データドライバ１３では、テスト用の輝度階調を示すテストデータ片に基づ
いて電圧変換部（１３３、１３４）が生成した第１～第ｎ（ｎは２以上の整数）の画素駆
動電圧（Ｍ1～Ｍn）を、モニタスイッチ（ＳＣ1～ＳＣn）によって択一的にモニタライン
（ＭＬ）に供給する。故障判定部（ＣＭＰ、ＥＸ、ＣＰ１、ＣＰ２、ＯＲ）は、モニタラ
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インの電圧値が許容階調電圧範囲に含まれるか否かを判定し、許容階調電圧範囲に含まれ
る場合には故障無し、含まれない場合には故障有りを示すテスト結果信号（ＴＲＳ）を外
部出力する。ここで、テスト制御部（１３０）は、第１～第ｎの画素駆動電圧を表示デバ
イス（２０）に送出する出力スイッチ（ＳＧ1～ＳＧn）をオン状態に設定した状態で上記
したテストデータ片を電圧変換部に供給する接続状態テストと、出力スイッチをオフ状態
に設定した状態で上記したテストデータ片を電圧変換部に供給する非接続状態テストと、
をテストモード信号（ＴＭ）に応じて実行するのである。
【符号の説明】
【００８１】
１３　　　　　データドライバ
２０　　　　　表示デバイス
１００　　　　表示装置
１３０　　　　テスト制御部
１３３　　　　階調電圧変換部
１３４　　　　階調電圧生成部
１３５　　　　極性切替部
１３６　　　　出力部
ＡＰ1～ＡＰn　アンプ
ＣＭＰ　　　　比較部
ＳＣ1～ＳＣn　スキャンスイッチ
ＳＥＬ　　　　下限階調選択部
ＳＥＵ　　　　上限階調選択部
ＳＧ1～ＳＧn　出力スイッチ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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